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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電気部品をテストすることのできる電気部品テストシステムにおいて、
　前記電気部品テストシステムによる前記電気部品のテスト結果を評価するホストコンピ
ュータと、
　前記ホストコンピュータにより制御され、前記電気部品のテスト結果を前記ホストコン
ピュータに通知する複数のスレーブプロセッサと、
　前記スレーブプロセッサによるデータの書き込み及び前記ホストコンピュータによる前
記データの読み出しを行うことのできる共有メモリと、
　前記スレーブプロセッサの全てから割り込み信号が生成された場合に、前記ホストコン
ピュータに割り込み通知を行う手段とを備え、
　前記複数のスレーブプロセッサの各々は、前記電気部品のテスト結果を前記共有メモリ
に書き込んで、前記割り込み信号を生成し、
　前記ホストコンピュータは、前記割り込み通知を受けたことを条件として、前記共有メ
モリから前記テスト結果を読み取る
電気部品テストシステム。
【請求項２】
　前記共有メモリにおける連続した複数のメモリ空間が、それぞれ前記複数のスレーブプ
ロセッサに割り当てられていることを特徴とする請求項１に記載の電気部品テストシステ
ム。
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【請求項３】
　複数の前記電気部品の各々に対して設けられ、各々が前記複数のスレーブプロセッサの
うちいずれか１の前記スレーブプロセッサに接続され、対応する前記電気部品のテスト結
果を受信する複数のローカルプロセッサを更に備え、
　前記複数のスレーブプロセッサの各々が、接続された前記ローカルプロセッサから前記
テスト結果を受け取り、受け取った前記テスト結果を前記共有メモリに書き込むことを特
徴とする請求項１に記載の電気部品テストシステム。
【請求項４】
　前記スレーブプロセッサの各々と、１以上の対応する前記ローカルプロセッサとが共通
のバスで結合されており、
　前記スレーブプロセッサの各々が、前記バス上のメモリ空間が割り当てられたローカル
メモリを有し、
　前記バス上において、複数の前記ローカルメモリのメモリ空間が連続していることを特
徴とする請求項３に記載の電気部品テストシステム。
【請求項５】
　１つの前記スレーブプロセッサに対して設けられた複数の前記ローカルプロセッサが所
定の処理を終えたときに、前記ホストコンピュータに処理の終了を通知する手段を、前記
スレーブプロセッサが有することを特徴とする請求項３に記載の電気部品テストシステム
。
【請求項６】
　前記複数のスレーブプロセッサの各々は、対応する前記ローカルプロセッサの全てから
割り込み信号を受け付けたことを条件として、対応する前記ローカルプロセッサの全てか
ら前記テスト結果を読み取り前記共有メモリにコピーして、前記割り込み信号を生成する
請求項４に記載の電気部品テストシステム。
【請求項７】
　前記ホストコンピュータは、前記複数のローカルプロセッサに与えるべきコマンドを前
記共有メモリに書き込み、
　前記複数のスレーブプロセッサは、前記共有メモリに書き込まれたコマンドを、当該コ
マンドの宛先となる前記ローカルプロセッサにコピーする請求項４に記載の電気部品テス
トシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の電気部品を並列にテストする電気部品テストシステムに関する。特に本
発明は、複数の半導体メモリを並列にテストする電気部品テストシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１は、電気部品テストシステムの一例としての、従来のメモリテストシステムを示すブ
ロック図である。本メモリテストシステムは、メモリデバイス５２～５６をテストする複
数のメモリテストユニット９０Ａ、９０Ｂ、・・・と、メモリデバイス５２～５６のテス
ト結果を評価するホストコンピュータ（ＥＷＳ）１０と、複数のメモリテストユニット９
０Ａ、９０Ｂ、・・・及びホストコンピュータ（ＥＷＳ）１０を接続する共有メモリユニ
ット１２とを備える。各メモリテストユニット９０は、複数のメモリデバイス５２～５６
をテストするメモリテスタ５０と、各メモリデバイス５２～５６のテスト結果を受信して
格納するＲＭＥＭ３２～３６と、各ＲＭＥＭ３２～３６にテスト結果を書き込むローカル
ＣＰＵであるＲＣＰＵ４２～４６と、ＲＣＰＵ４２～４６を接続するＶＭＥバスと、ＶＭ
Ｅバスを共有メモリユニット１２に接続するＶＭＥ　Ｉ／Ｆ８０とを有する。
【０００３】
共有メモリユニット１２は、各メモリテストユニット９０に割り当てられた共有メモリ（
ＳＭＥＭ）１６Ａ～１６Ｂと、各共有メモリ１６Ａ～１６Ｂ及びホストコンピュータ（Ｅ
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ＷＳ）１０を接続するホストコンピュータインタフェース（ＥＷＳ　Ｉ／Ｆ）２０とを有
する。ＲＣＰＵ４２～４６が、ＲＭＥＭ３２～３６から読み出した各メモリデバイス５２
～５６のテスト結果をＳＭＥＭ１６に書き込む。ＥＷＳ１０はＥＷＳ　Ｉ／Ｆ２０を介し
てＳＭＥＭ１６に格納された各メモリのテスト結果を読み出す。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の構成においては、各ＲＣＰＵ４２～４６がＶＭＥバスのバスマスタとなってＳＭＥ
Ｍ１６にテスト結果を書き込むので、ＶＭＥバス上でバス競合が生じ、競合の解決のため
にデータの転送が遅れていた。ＥＷＳ１０からＲＣＰＵ４２～４６Ａコマンドを通知する
場合に、ＥＷＳ１０は各ＲＣＰＵ４２～４６に対するコマンドをそれぞれＳＭＥＭ１６に
書き込まなくてはならないので、コマンドの書き込みに多くの時間がかかっていた。ＲＣ
ＰＵ４２～４６は、コマンドに対する応答をＥＷＳ１０へ通知するが、この応答をＳＭＥ
Ｍ１６に書き込むためにも、ＲＣＰＵ４２～４６はいったんバスマスタとなる必要がある
。そのためＶＭＥバス上の競合解決に多くの時間がかかっていた。また、ＥＷＳ１０から
のコマンドに対するＲＣＰＵ４２～４６のレスポンスは同一である場合もあるにも関わら
ず、ＥＷＳ１０はそれらの各レスポンスをＳＭＥＭ１６から読みとる必要があり、ＥＷＳ
１０の負荷が大きかった。
【０００５】
そこで本発明は、上記の課題を解決することのできる電気部品テストシステムを提供する
ことを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせ
により達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　このような課題を解決するために、本発明の第１の形態においては、複数の電気部品を
テストすることのできる電気部品テストシステムにおいて、電気部品テストシステムによ
る電気部品のテスト結果を評価するホストコンピュータと、ホストコンピュータにより制
御され、電気部品のテスト結果をホストコンピュータに通知する複数のスレーブプロセッ
サと、スレーブプロセッサによるデータの書き込み及びホストコンピュータによるデータ
の読み出しを行うことのできる共有メモリと、スレーブプロセッサの全てから割り込み信
号が生成された場合に、ホストコンピュータに割り込み通知を行う手段とを備え、複数の
スレーブプロセッサの各々は、電気部品のテスト結果を共有メモリに書き込んで、割り込
み信号を生成し、ホストコンピュータは、割り込み通知を受けたことを条件として、共有
メモリからテスト結果を読み取る電気部品テストシステムを提供する。
【０００７】
　本発明の第２の形態においては、共有メモリにおける連続した複数のメモリ空間が、そ
れぞれ複数のスレーブプロセッサに割り当てられている。また複数の電気部品の各々に対
して設けられ、各々が複数のスレーブプロセッサのうちいずれか１のスレーブプロセッサ
に接続され、対応する電気部品のテスト結果を受信する複数のローカルプロセッサを更に
備え、複数のスレーブプロセッサの各々が、接続されたローカルプロセッサからテスト結
果を受け取り、受け取ったテスト結果を共有メモリに書き込む。
【０００８】
　本発明の第３の形態においては、スレーブプロセッサの各々と、１以上の対応するロー
カルプロセッサとが共通のバスで結合されており、スレーブプロセッサの各々が、バス上
のメモリ空間が割り当てられたローカルメモリを有し、バス上において、複数のローカル
メモリのメモリ空間が連続している。また１つのスレーブプロセッサに対して設けられた
複数のローカルプロセッサが所定の処理を終えたときに、ホストコンピュータに処理の終
了を通知する手段を、スレーブプロセッサが有する。また、複数のスレーブプロセッサの
各々は、対応するローカルプロセッサの全てから割り込み信号を受け付けたことを条件と
して、対応するローカルプロセッサの全てからテスト結果を読み取り共有メモリにコピー
して、割り込み信号を生成する。また、ホストコンピュータは、複数のローカルプロセッ
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サに与えるべきコマンドを共有メモリに書き込み、複数のスレーブプロセッサは、共有メ
モリに書き込まれたコマンドを、当該コマンドの宛先となるローカルプロセッサにコピー
する。
【０００９】
なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの
特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態はクレームにかか
る発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全
てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１１】
図２は、本発明のメモリテストシステムの構成を示すブロック図である。図１と同一の構
成には図１と同一の符号を付したのでそれらの説明は省略する。図１に示した従来の構成
と比較して、本メモリテストシステムには共有メモリユニット１２の中に割り込みコント
ローラＩＮＴ　ＣＮＴ２２が設けられている。また図１のＶＭＥ　Ｉ／Ｆ８０に変えてス
レーブプロセッサ（ＭＣＰＵ）４０及びスレーブプロセッサ用メモリ（ＭＥＭ）１４が設
けられている。
【００１２】
ＭＣＰＵ４０は各ローカルプロセッサ（ＲＣＰＵ）４２～４６のＲＭＥＭ３２～３６に格
納されたレスポンス及びメモリテスト結果を読み取り、読みとったデータをＶＭＥ転送に
よってＳＭＥＭ１６に転送して格納する。またＥＷＳ１０が生成しＳＭＥＭ１６に書き込
んだコマンドを読み取り、各ＲＣＰＵ４２～４６へ与える。ＭＥＭ１４にはＭＣＰＵ４０
が動作するために必要なデータが格納される。このようなデータには例えばＥＷＳ１０か
らＲＣＰＵ４２～４６へ送られるコマンドの内容、各コマンドをいずれのＲＣＰＵ４２～
４６へ転送するかを示すデータ等が含まれる。
【００１３】
図３は、ＥＷＳ１０からみた共有メモリユニット１２のメモリマップである。共有メモリ
ユニット１２中に設けられた、複数の共有メモリ（ＳＭＥＭ）１６には連続したアドレス
空間が割り当てられている。例えばこの図では、アドレス０からアドレス１０,００００
０までの１６メガバイトの空間はＶＭＥバスＡ用のＳＭＥＭ１６Ａに割り当てられ、アド
レス１０,０００００から２０,０００００までのアドレス空間はＶＭＥバスＢ用のＳＭＥ
Ｍ１６Ｂに割り当てられている。以下同様に１６メガバイトの空間がＶＭＥバスＣ用に、
またさらに次の１６メガバイトの空間がＶＭＥバスＤ用に割り当てられている。なお本実
施例ではメモリテストユニット９０の数を４（９０Ａ～９０Ｄ）としているが、本発明の
範囲は、テストユニット９０の数が４である場合に限定されるものではない。
【００１４】
図４は、各ＶＭＥバス上におけるＲＭＥＭ３２～３６、ＭＥＭ１４及びＳＭＥＭ１６のア
ドレス空間を示すメモリマップである。各ＲＭＥＭ３２～３６、ＭＥＭ１４及びＳＭＥＭ
１６には連続したメモリ空間が割り当てられている。具体的には、本実施形態においては
、図３に示すポートＡ用共有メモリの１６メガバイトのアドレス空間００,０００００か
ら０Ｆ,ＦＦＦＦＦが、図４に示すＶＭＥバスＡ上のアドレス空間３００,０００００から
３１Ｆ,ＦＦＦＦＦに割り当てられている。同様に、図３に示すポートＢ共有メモリ用の
アドレス１０,０００００から１Ｆ,ＦＦＦＦＦの１６メガバイトのアドレス空間がＶＭＥ
バスＢ上の３１０,０００００から３１Ｆ,ＦＦＦＦＦの１６メガバイトのアドレス空間に
割り当てられている。
【００１５】
図５は、図４に示すＳＭＥＭ１６のＶＭＥ側からみたメモリ空間を詳細に示す詳細メモリ
マップである。アドレス３１０,０００００から３１０,ＦＦＦＦＦまでは、ＥＷＳ１０と
ＭＣＰＵ４０との通信に用いられる通信用アドレス空間である。この通信用アドレス空間
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には、ＥＷＳ１０とＭＣＰＵ４０との通信を制御するために必要な、ＥＷＳ１０からＭＣ
ＰＵ４０へのコマンド、ＭＣＰＵ４０及びＲＣＰＵ４２～４６のステータス、ＭＣＰＵ４
０からＥＷＳ１０へのレスポンス、並びにコマンド及びレスポンスに伴うデータが格納さ
れる。
【００１６】
複数のＲＣＰＵ４２～４６へ転送すべきデータが、ＳＭＥＭ１６上の連続したアドレス空
間に格納される。この実施例では、ＲＣＰＵ４２用のデータがアドレス３１１,００００
０から３１１,１ＦＦＦＦまでの空間に、ＲＣＰＵ４４用のデータがアドレス３１１,２０
０００から３１１,３ＦＦＦＦまでのアドレス空間に格納されている。この様に各ＲＣＰ
Ｕ４２～４６用のデータを連続したアドレス空間に割り当てることにより、ＥＷＳ１０は
各ＲＣＰＵ４２～４６用のデータを一括してＳＭＥＭ１６に転送しやすくなる。特にＥＷ
Ｓ１０がＤＭＡコントローラを有する場合には、一つの単純なＤＭＡ転送命令によって連
続したデータをＳＭＥＭ１６に書き込むことができる。またＭＣＰＵ４０がＤＭＡコント
ローラを有する場合、ＭＣＰＵ４０は、１つの単純なＤＭＡ転送命令によって各ＲＣＰＵ
４２～４６へのコマンドをＳＭＥＭ１６からＲＭＥＭ３２～３６へ転送することができる
。
【００１７】
図６は、図２に示す割り込みコントローラ（ＩＮＴ　ＣＮＴ）２２及びＩ／Ｏポート（Ｉ
／Ｏ　Ｐｏｒｔ）２４の詳細な構成を示すブロック図である。ＩＮＴＣＮＴ２２は、ＭＣ
ＰＵ４０が生成した各割り込み信号ｉＡ～ｉＤをマスクするＡＮＤゲート６２Ａ～６２Ｄ
と、ＡＮＤゲート６２Ａ～６２Ｄを通過した割り込み信号のＯＲを取るＯＲゲート７０と
、ＡＮＤゲート６２Ａ～６２Ｄを通過した割り込み信号のＡＮＤを取るＡＮＤゲート７２
と、ＯＲゲート７０およびＡＮＤゲート７２が生成した信号の一方を選択する選択回路８
２とを有する。
【００１８】
Ｉ／Ｏポート２４は、ＭＣＰＵ４０が生成した各割り込み信号ｉＡ～ｉＤをマスクするマ
スク信号ＭＡＳＫ－Ａ～ＭＡＳＫ－Ｄと、選択回路８０を制御する選択信号SELECTを生成
する。選択回路８２は、ＯＲゲート７０が出力した信号をマスクするＡＮＤゲート７４と
、ＡＮＤゲート７２が生成した信号をマスクするＡＮＤゲート７６と、ＡＮＤゲート７４
及び７６の信号のＯＲを取るＯＲゲート７８と、Ｉ／Ｏポート２４が生成した選択信号SE
LECTを反転するインバータ８０とを有する。
【００１９】
各ＭＣＰＵ４０は、ＥＷＳにレスポンス又はステータスを通知するときに割り込み信号（
ｉＡ～ｉＤ）を生成する。各ＭＣＰＵが生成した割り込み信号ｉＡ～ｉＤは、それぞれＡ
ＮＤゲート６２Ａ～６２Ｄに入力される。ＡＮＤゲート６２Ａ～６２Ｄが有するもう一方
の入力端子には、Ｉ／Ｏポート２４から出力されたマスク信号が入力されているので、マ
スク信号をLAW（０）とすることによって、各割り込み信号ｉＡ～ｉＤをマスクすること
ができる。また割り込み信号ｉＡ～ｉＤはＩ／Ｏポート２４に入力されているので、ＥＷ
Ｓ１０はＩ／Ｏポート２４を通じて割込み信号ｉＡ～ｉＤの状態を読みとることができる
。割り込み信号ＩＮＴがＥＷＳ１０に通知されたときに、ＥＷＳ１０が再度Ｉ／Ｏポート
２４を通じて割り込み信号ｉＡからｉＤの状態を読み取ることによって、割り込み信号ｉ
Ａ～ｉＤの状態を確認することができるので、このＭＣＰＵが割込信号をあげたか識別す
ることができる。
【００２０】
割り込み信号ｉＡ～ｉＤのいずれかが生成された場合に、ＯＲゲート７０の出力がHIGH（
１）となる。また全ての割り込み信号ｉＡ～ｉＤが生成された場合にＡＮＤゲート７２の
出力がHIGH（１）となる。選択信号SELECTは、ＭＣＰＵ４０Ａ～４０Ｄのいずれかが割り
込みを生成したことをＥＷＳ１０に通知するＯＲモードと、ＭＣＰＵ４０Ａ～４０Ｄのす
べてが割り込みを生成したとをＥＷＳ１０に通知するＡＮＤモードの、いずれを選択する
かを示す。
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【００２１】
ＡＮＤモードは、同一かつ多数のメモリデバイスをテストする場合のように、各ＲＣＰＵ
４２～４６の処理時間がほぼ同じである場合に適している。一方、異なる種類のメモリを
並列して試験する場合のように、各電気部品の試験時間が異なる場合にはＯＲモードが適
している。従って、実際に試験する電気部品によって、ＡＮＤモード又はＯＲモードのい
ずれかが選択される。選択信号SELECTがHIGH（１）である場合にはＡＮＤモードが選択さ
れ、SELECTがLOW（０）である場合には、ＯＲモードが選択される。通常選択信号SELECT
は１なので、全てのＭＣＰＵ４０Ａ～４０Ｄが割込み信号ｉＡ～ｉＤを生成した場合にの
み、割り込み信号ＩＮＴがＥＷＳ１０へ伝達される。
【００２２】
図７は、本実施例におけるメモリテストシステムの初期化プロセスを示すフローチャート
である。まずＭＣＰＵ４０がＳＭＥＭ１６を初期化し（Ｓ１０）、各ＲＣＰＵ４２～４６
がそれぞれに対して設けられたＲＭＥＭ３２～３６を初期化する（Ｓ１２）。各ＲＣＰＵ
４２～４６は、ＲＭＥＭ３２～３６の初期化を終了すると、初期化終了時の状態を示すス
テータス情報をＲＭＥＭ３２～３６の所定のエリアに格納する（Ｓ１４）。またＲＣＰＵ
４２～４６は、初期化の終了を通知するレスポンスを割り込みによってＭＣＰＵ４０に通
知する。
【００２３】
ＭＣＰＵ４０は、全ＲＣＰＵ４２～４６から割り込み信号を受け取ったか異なかを判断す
る（Ｓ１６）。ＭＣＰＵ４０は、すべてのＲＣＰＵ４２～４６から割り込み信号を受けつ
けた場合に、各ＲＭＥＭ３２～３６に格納されているステータス情報を読み取りＳＭＥＭ
１６Ａにコピーし（Ｓ１８）、ＥＷＳ１０への割り込み信号ｉを生成する。割り込み信号
ｉは共有メモリユニット１２の割り込みコントローラ（ＩＮＴ　ＣＮＴ）２２に入力され
る。
【００２４】
Ｓ１０～Ｓ２０間での処理は全てのメモリテストユニット９０で並行して行われる。ＩＮ
Ｔ　ＣＮＴ２２の割り込みモードはＡＮＤモードに設定されており、すべてのＭＣＰＵ４
０Ａ～４０Ｄから割り込みｉＡ～ｉＢが通知された場合に、割り込み信号ＩＮＴをＥＷＳ
１０に通知する（Ｓ２２）。割り込み信号ＩＮＴを受け取るとＥＷＳ１０は、ＳＭＥＭ１
６Ａ～１６Ｄから一括してステータス情報を読み込む。従ってＥＷＳ１０は一回の割り込
み信号ＩＮＴを受信することによって、すべてのＲＣＰＵ４２～４６が生成したステータ
ス情報を読み込むことができる。
【００２５】
従来は、各メモリテストユニット９０に設けられたＲＣＰＵ４２～４６が、初期化を終了
したときにそれぞれ割り込みをＥＷＳ１０に通知していた。極めて多くの割り込みＥＷＳ
１０に通知されるので、割り込み処理の開始及び終了に多くの時間がかかっていた。それ
と比較して本実施形態によれば、短い時間で、各ＲＣＰＵ４２～４６が生成したステータ
ス情報をＥＷＳ１０が読み取り処理することができる。
【００２６】
図８は、ＥＷＳ１０が各ＲＣＰＵ４２～４６に対してコマンドを送信する場合のメモリテ
ストシステム全体の動作を示すフローチャートである。コマンドを生成する場合、ＥＷＳ
１０はまず全ＲＣＰＵ４２～４６がＲＥＡＤＹ（処理可能状態）であるかどうかを判断す
る（Ｓ３０）。この判断は、ＳＭＥＭ１６に格納されたステータス情報をＥＷＳ１０が読
み取ることによって行うことができる。全ＲＣＰＵ４２～４６がＲＥＡＤＹ状態でない場
合には待機し、ＲＥＡＤＹであった場合には、ＲＣＰＵ４２～４６に対するコマンドをＥ
ＷＳ１０がＳＭＥＭ１６Ａ～１６Ｄに書き込む。
【００２７】
するとＭＣＰＵ４０は、ＥＷＳ１０から通知されたコマンドが全ＲＣＰＵ４２～４６に対
する共通のコマンドであるかどうかを判断する（Ｓ３４）。共通のコマンドであった場合
には、そのコマンドを各ＲＣＰＵ４２～４６用のＲＭＥＭ３２～３６にコピーする（Ｓ２
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６）。ＥＷＳ１０が単一の共通コマンドをＳＭＥＭ１６に書き込んだ場合であっても、各
ＭＣＰＵがその単一の共通コマンドを読み取って各ＲＣＰＵ４２～４６へ転送する。これ
により、ＥＷＳ１０の負荷を軽減するとともにコマンドを伝達する際のメモリテストシス
テム全体の処理時間を短くすることができる。
【００２８】
Ｓ３４においてコマンドが各ＲＣＰＵ４２～４６宛であった場合には、宛先のＲＣＰＵ４
２～４６に対してもうけられたＲＭＥＭ３２～３６にそれぞれのコマンドをコピーする（
Ｓ３８）。ＭＣＰＵ４０はコマンドのＲＣＰＵ４２～４６への転送を終了すると、コマン
ドの転送が終了したことを割り込み信号ｉによってＥＷＳ１０へ通知する。Ｓ３４からＳ
４０の処理は全てのＭＣＰＵ４０で行われる。各ＭＣＰＵが生成した割り込み信号ｉＡ～
ｉＤはＩＮＴ　ＣＮＴ２２で受け取られ、すべての割り込み信号ｉＡ～ｉＤが有効（１）
となった場合に、割り込み信号ＩＮＴがＥＷＳ１０へ通知される（Ｓ４２）。割り込み信
号ＩＮＴを受け取るとＥＷＳ１０は、ＳＭＥＭ１６Ａ～１６Ｄから一括してレスポンスを
読みとる。
【００２９】
従来は、各メモリテストユニット９０に設けられた多数のＲＣＰＵ４２～４６が、直接、
コマンドの受信を確認する割り込み信号をＥＷＳ１０へ通知していた。これと比較して本
実施例においては、一つの割り込み信号ＩＮＴが通知されることによって、各ＲＣＰＵ４
２～４６がコマンドの受信を完了したことをＥＷＳ１０が確認することができる。従って
ＥＷＳ１０の負荷が小さくなるとともに、コマンドの伝達にかかるメモリテストシステム
全体の処理時間を短くすることができる。
【００３０】
図９は、ＲＣＰＵ４２～４６がＥＷＳ１０へレスポンスを通知する場合の、メモリテスト
システム全体の動作を示すフローチャートである。まずＲＣＰＵ４２～４６は、与えられ
たコマンド（例えばメモり試験）の実行が終了したかを判断する（Ｓ５０）。与えられた
コマンドの実行が終了するとＲＣＰＵ４２～４６は作業の終了をＭＣＰＵ４０に通知する
。ＭＣＰＵ４０は、全てのＲＣＰＵ４２～４６がコマンドの実行を終了したか否かを判断
し（Ｓ５４）、すべてのＲＣＰＵ４２～４６がコマンドの実行を終了すると、コマンドに
対する応答の内容をＳＭＥＭ１６に書き込んで、割り込み信号ｉを生成する（Ｓ５６）。
Ｓ５０～Ｓ５６の処理は各メモリテストユニット９０で行われ、割り込み信号ｉＡ～ｉＤ
がＩＮＴ　ＣＮＴ２２に入力される。すべての割り込み信号ｉＡ～ｉＤがHIGH（１）にな
ると、単一の割り込み信号ＩＮＴがＥＷＳ１０に通知される（５８）。するとＥＷＳ１０
は、ＳＭＥＭ１６からコマンド終了時の応答を示すレスポンスを一括して読み取る（Ｓ６
０）。
【００３１】
従来は、各ＲＣＰＵ４２～４６がコマンドの終了を示すレスポンスをＥＷＳ１０に直接通
知していた。ＥＷＳ１０には多くの割り込み信号が入力されるので、各割り込み処理の順
位の決定、タスクの切り替え等に多くの時間がかかっていた。またＥＷＳ１０は各ＲＣＰ
Ｕ４２～４６に対する処理をそれぞれ独立に行わなければならなかったので、ＥＷＳ１０
の負荷が大きかった。本実施例によれば、１つの割り込み信号ＩＮＴを受け取ることによ
って、ＥＷＳ１０は各ＲＣＰＵ４２～４６が生成したレスポンスを処理することができる
。従って、従ってＥＷＳ１０の負荷が小さくなるとともに、レスポンスの伝達にかかるメ
モリテストシステム全体の処理時間を短くすることができ、メモリ試験に要する時間を短
縮することができる。
【００３２】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本実施形態によればＥＷＳ１０は単一の割り込み信号Ｉ
ＮＴによって多数のメモリデバイス５２～５６からの、レスポンスの処理及びステータス
情報の読み取りを行うことができる。このため、割り込み信号が入力された際に必要なプ
ロセスの切り替え処理等が少なく、メモリテストにかかる時間を短縮することができる。



(8) JP 4064546 B2 2008.3.19

10

20

30

40

さらにＥＷＳ１０は単一の割り込み信号ＩＮＴの入力によって多数のメモリデバイス５２
～５６に対する処理を行うことができるので、ＥＷＳ１０におけるメモリの評価プログラ
ムが作りやすい。また多数のメモリデバイス５２～５６のテスト結果に基づいて生成すべ
き統計的な評価データをＥＷＳ１０は容易に生成する事ができる。
【００３３】
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に
記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることがで
きることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的
範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００３４】
特に、上記実施例においてはメモリをテストするシステムを電気部品テストシステムの例
として用いたが、メモリ以外の半導体や半導体以外の電気部品をテストする場合において
も本発明を適用することができることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　電気部品テストシステムの一例としての、従来のメモリテストシステムを示す
ブロック図である。
【図２】　本発明のメモリテストシステムの構成を示すブロック図である。
【図３】　ＥＷＳからみた共有メモリユニットのメモリマップである。
【図４】　各ＶＭＥバス上におけるＲＭＥＭ、ＭＥＭ及びＳＭＥＭのアドレス空間を示す
メモリマップである。
【図５】　ＳＭＥＭのメモリ空間を詳細に示す詳細メモリマップである。
【図６】　割り込みコントローラ（ＩＮＴ　ＣＮＴ）及びＩ／Ｏポート（Ｉ／Ｏ　Ｐｏｒ
ｔ）の詳細な構成を示すブロック図である。
【図７】　実施例におけるメモリテストシステムの初期化プロセスを示すフローチャート
である。
【図８】　ＥＷＳが各ＲＣＰＵに対してコマンドを送信する場合のメモリテストシステム
全体の動作を示すフローチャートである。
【図９】　ＲＣＰＵがＥＷＳへレスポンスを通知する場合の、メモリテストシステム全体
の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　　　　　　　ＥＷＳ（ホストコンピュータ）
１２　　　　　　　　共有メモリユニット
１４　　　　　　　　ＭＣＰＵ用メモリ
１６　　　　　　　　共有メモリ
２０　　　　　　　　ＥＷＳインタフェース
２２　　　　　　　　割り込みコントローラ
３２、３４、３６　　ＲＣＰＵ用メモリ
４０　　　　　　　　ＭＣＰＵ（スレーブＣＰＵ）
４２、４４、４６　　ＲＣＰＵ
５０　　　　　　　　メモリテスタ
５２、５４、５６　　メモリデバイス
８０　　　　　　　　ＶＭＥインタフェース
９０　　　　　　　　メモリテストユニット
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